POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAt MECHANICZNY Instrukcja obstugi
KATEDRA INZYNIERII MATERIALOWE]

bazy danych krystalograficznych
PDF4+

Opracowat
drinz. Krzysztof Patka

I.  Instrukcja bhp przy pracy na stanowisku komputerowym

UWAGI OGOLNE
Do wykonywania ¢wiczed na stanowisku komputerowym moze by¢ dopuszczony student w stanie
trzezwosci, zachowujac schludny i estetyczny wyglad. Nalezy uzywac¢ okulary korygujace wzrok, zgodnie
z zaleceniem lekarza, jezeli wyniki badan okulistycznych wskazujg na potrzebe ich stosowania podczas
pracy przy obstudze monitora ekranowego. Nalezy zapewnié bezpieczne warunki pracy przy obstudze
komputera przez:
- dostateczng wentylacje pomieszczenia i urzadzen (wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomiesz-
czeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%)
— odlegtos¢ oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosi¢ 400+750 mm

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci, przygotowaé dokumentacje
— sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen i oswietlenia stanowiska, a w szczegdlnosci stan instalacji
elektrycznej
— dostosowac biurko, krzesto, podndzek do wymiardw swego ciata,
- przygotowac stanowisko robocze przez podtaczenie do sieci zasilajgcej
— ustawic¢ ekran monitora wzgledem zrodet swiatta tak, aby ograniczy¢ ol$nienie i odbicia Swiatta
— zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast Prowadzgcemu.

ZASADNICZE CZYNNOSCI PODCZAS PRACY
— podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci
- zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy
- zapewnié przed klawiaturg wystarczajgcy przestrzen dla podparcia rak i dtoni

CZYNNOSCI ZABRONIONE

- spozywanie positkdw podczas pracy przy komputerze

— palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem

- samowolne naprawianie urzadzen komputerowych, sprzetu i wyposazenia zasilanego energia
elektryczng

- przechowywania na stanowisku przedmiotdéw posiadajgcych pole magnetyczne

— czyszczenia urzadzen wilgotnymi szmatkami bez odtgczenia sprzetu od zasilania

— czyszczenia ekranu Srodkami nie przeznaczonymi do tego celu

— dopuszczenie do uzytkowania komputera oséb nieupowaznionych

— uzywanie pamieci przenosnych bez uprzedniego sprawdzenia ich na obecno$é wiruséw kompute-
rowych,

- instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania bez uzgodnienia z administratorem.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY
— zapisaé dane na dysku i sporzadzié kopie zapasowe,
— zamkna¢ programy i zamkng¢ system operacyjny
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-~ wytgczy¢ zasilanie sprzetu (listwa zasilajgca)
- uporzadkowad i sprzatngé stanowisko pracy

UWAGI KONCOWE

— gniazdka zasilajgce podlegajg badaniom na skutecznos¢ zerowania,

— przy statej pracy przy komputerze nalezy tgczy¢ przemienne prace zwigzang z obstugg monitora
ekranowego z innymi rodzajami prac nie obcigzajgcymi narzadu wzroku i wykonywanymi w in-
nych pozycjach ciafa - przy nie przekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej pracy przy obstudze moni-
tora ekranowego lub co najmniej 5-minutowq przerwe po kazdej godzinie pracy przy kompute-
rze,

- kobiety w cigzy mogg pracowac bezposrednio przy monitorze tylko za zgodg lekarza i zgodnie z
jego zaleceniami.

Il. Podstawowe funkcje oprogramowania PDF4+

Baza danych krystalograficznych PDF4+ umozliwia przegladanie kart ICDD, zawierajacych dane krystalo-
graficzne 340 653 substancji. Umozliwia rowniez analizowanie dyfraktograméw pod katem obecnosci faz
i ocene ilosciowg tych faz.

Okno gtéwne programu zawiera filtr bazy danych, ktéry mozna konfigurowa¢ wg typu danych (ICDD,
ICSD, itp.), temperatury badania, typu substancji (ceramiczne, nieorganiczne, metale i stopy, itp.); po-
nadto wg pierwiastkdw wystepujgcych w substancji, wg nazw substancji, oraz wg struktury.
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Po wpisaniu nazwy klikngc¢ klawisz Search. Wynik pojawi sie po chwil

& Results - {Common Name Contains Word.

i wyglada nastepujgco:

Dle Edt Felds Results Spmiarity Index Hep
\ \

e! o4 >#

Results (240 of 340,657)

Search Preference Set: [1C00 Metals & Aloys v

Temo (°C) PoFe | Qu c % | Common Name Erprical Formda 01) | 02) | 03 [ Redceival®n) | Resceta®d) | Recceb® | Rescele® [ svs [ Prototype Structure | ek @lemy |
26850 010861267 S |Alminum EE ARBC3 2900300 |1703100 |2368300 |478.98 5900 15890 | CHE ) 2658
26850 010721139 |1 [Akminun Carboe Nirge [Pentasiumnium trcarbce ntrce  |ABCIN 2822200 |1643500 |23768%0 J3z87 21520 09 jAsC3N
UimoesoalH Ak Clicalis Slooo Curtide: |SSococwbite. ________ 181008 2680160 | LA 1780 _|s128 3123 A8 208
01-072-3583 || [Akminum Owe Carbce |aAR0 C, Gatuminum axce carbde A2 CO 2771280 |1600000 |2550000 [3200 5100 14
01.072-3684 |1 |Atminum Onde Carbce 4742 O C, Gatumnum oxde carbde A2 C O 2684630 |2365290 _|2500000 3100 5000 14 |
010766672 [H___|Aluminum Tontabum Carbide 3-T94 A1 C3, Tantahum Aumaum car._|AI C3 Ta4 2263910 [12133700 |2369120 313 2267 699
01-076-8673 [H [Aluminum Tantalum Carbide .T_anum~Aurmwurme BTadA .;\ICBTM 2360670 12481900 |2 679050 ‘3593 24964 154
01-076:9911 [P |Akminum Zrconum Carbce [2rconuum siumince carbde Asczs 2431600 |2336460 |2690630 |33 5650 5220 502 |TeGa:
01-077-5830 |8 BeryBum Boron Cartice Berylum gibonoe Oxardice B82Be C2 3067120 2192400 |1541840 | .4 693 6.134 08
04.003.6243 || Beryum Carbae |sberydum carbce lse2c 2505700 |1.5634420 |0685399 | 3088 3069 055 |caFz
010730703 B 5| 16<_|C52H30I N 016 06 P2 15779500 (5.4 10042 337 042
ovoreiser|l  lBownCemce |Tewsbowcamce _ mscas 2863870 [2370 IG5 5168 R o: lese
010766016 || Boron Dy sproswm Carbide Skoce | Dy sprosum borde siode carbde (536, C y22 58 2260890 |2963910 7570 7970 R |12t
010726018 |5 [Boron Erbum Carbice Sicide |Erbium borice sacice carbice |esecEzse 2274340 2970650 |3829150 | |787 7937 R 115
01-076-8034 |1 Boron Erbum Carbie Skcide Erbium bonce skoce carbce 836C11 Er201 589 2274340 |2970650 |3829150 7937 7937 R 115
010766012 [S___|Boron Gocoknium Carb |Gagotnium borce [B3%6C126019588 2292770 [2995730_|3860350 J8003 5003 R 102
01:076-8031 |8 |Boron Gasolnium Carbice Shcide | Gadoknium bonde sioce carbice (536 C1.19 G183 S8 81 2202770 |2995740 3860350 5003 5003 R o9
010766017 |1 Boron Homum Carbide Shcde Howmium borde sicce carbide 836C Ho2 59 2275%0 |29 3830710 | =3 7938 R |10
010788033 |1 Boron Homum Carbide Sicde | Homum borice sicde carbide [836.C1.07 Ho1 96 5893 227530 (2971020 (3630710 |2 =3 793 R 0%
01-076-6021 [S _|Boron Lutesum Cartide Skode Lutetum borde sice carbide 536CLu2159 226930 |3820140 |2960350 |4 7911 7911 R |13
010728036 |1 Boron Lutesum Corbide Siode _|Lutetum borde sicde caorbde (836 C098 L3207 5902 2269360 (3820140 [2960350 | [7en 71 R |13 I
010768660 [S___|Boron Neodymum Carbice Neody mum bonde carbe 84 Ca8 NS 3037630 |3180230 (2740230 |1 8313 2301 o J2es [eart
01-078-8581 |S Boron 5€00y n Cartde B4 CATPE 3074000 (3228980 12780660 |1 8456 24 592 10 284 6.05
010763903 [S___|Boron Terbaum Carbice [Terbum borce carbice [87c10To10 2917150 (3104840 (2950830 |1 [7ss el W 2e2 7967
010758406 [S__|Boron Terbium Carbice Terbwun borde carbice 89C10To10 2973260 |3031490 |2408370 |1 7937 23766 M |272 |casm 7875
010786015 |5 Boron Terbwum Carbice Sicde [Terbium bonde sicide carbde 836 C09 587019 2278140 |2976860_|3.835760 |7853 7.953 R 106 333%
010788032 |8 Boron Terbwm Carbice Sicde | Terbium bore sicide cartice [836 C0.93 58,07 0085 7671520 |3046820 [5.963710 474 7853 7853 R 13 2651
010766019 [S___[Boron Thutum Corbde Sicde | Thulum borde siicce carbie (B3 CsaTr2 2273950 |2969340 |3528360 | [7eee 7934 R [12¢ [349
01-078-6020 |S Eoron Yrerbum Carbide Siode | Yuerbum borde séode carbde |836.C SQYb22 2267030 3860130 2984870 | 7975 7976 R 146 3581
01-076-8035 || Boron Yiterbum Carbide Sicoe 836 C097 5903 Y22 [22870% [3850130 |2984870 | 7978 7976 ) 3583
010786013 |S Boron Yiirium Cartice Sode [ss6cogss1vis {22787 e 2508500 |7 953" 7.953 & 071 f2881
010798652 [S | Caloum Boron Carbice Caicum bone carboe 524 Ca0 92 [3536820 [2939420 [2.024480 4302 3550 M |1e6 f222 v
Caladations
[ fcommon Name Contains Words ‘carbide’) Mean:| Medan:| £s0:

Klikniecie w gérng listwe tabeli sortuje wyniki wg danej wartosci. W przypadku powyzej wykonano sor-
towanie alfabetycznie wg nazwy substancji. Wyniki mozna zapisa¢ w formacie *.pdf korzystajgc z menu.

Przegladanie konkretnej karty ICDD substancji: z Menu wybra¢ Open PDF Card lub z paska narzedzi

o |

klikng¢ ikone

%> PDF Number

, pojawi sie okno do wpisania nr karty ICDD:

1ICOD

Karta substancji wyglagda nastepujgco:
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® Ni - 04-004-2759 Q@@

File Edit d-Spacngs PDF Features Window Help
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Wavelength » [ Fixed Sit Intensity 1,000
CuKa(Avg) 1.54184A W % I 4@ l I lh K | | | 'l =
A 439606 (2059700 (999 | 1 | 1 | 1 ; =
512133 [1.783750 |427 |2 |0 |0 | | S 500
Stick Patterns 75.3542 |1.261300 168 220 ] £
[] Fixed Siit Intensity 915667 [1.075640 (150 [3 |1 [ 1] | 250 ‘
[] Variable Sit Intensity s Bl I T’ —j21at2] | |
(119.6242(0.691875__[17 |4 [0 0| | ; ] ] ‘ | )
[[JIntegrated Intensity 140.7589(0818441 (54 |3 |3 | 1| | [ T O Y N | |
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Simulated Profile 28 (")
| 04-004-2759 (Fixed Slit Intensity) — 04-004-2759 (Calc)

PDF | Experimental | Physical | Crystal | Optical | Structure | Miscellaneous | References = Comments
PDF #:/04-004-2759 Status: Aiternate QM:|Indexed
Pressure/Temperature: Temperature (Non-ambient)
Chemical Formula: Ni
Structural Formula:
Empirical Formula: Ni
Weight %: Ni100.00
Atomic %: Ni100.00
ANX:
Compound Name:|Nickel
Mineral Name:

Common Name:

Wykorzystujgc pasek narzedzi mozliwe jest obejrzenie struktury 3D substancji, struktury elektronowej,
struktury elektrondw wstecznie rozproszonych oraz diagramy kotowe.
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Ill. Przebieg identyfikacji fazowej substancji przy wykorzystaniu oprogramowania Sleve+

Sleve+ wczytuje bezposrednio dane zapisane przez program Ximage, ktory zapisuje dane w pliku *.rs2 w
postaci:

[PARAMSEC] — sekcja parametrow

Tl pr2

WL Cu 0.15406 0.15444

(...)

[PROGSEC] — program pomiarowy

rt21ThOmt 20.000 0.010 83.000 0.000 0.000 0.000 2.0

[DATASEC] — dane pomiarowe
20.000 10.000 0.000 0.000 0.000 267.0
20.010 10.005 0.000 0.000 0.000 285.5
20.020 10.010 0.000 0.000 0.000 260.5
20.030 10.015 0.000 0.000 0.000 282.0
20.040 10.020 0.000 0.000 0.000 293.0
20.050 10.025 0.000 0.000 0.000 271.0
20.060 10.030 0.000 0.000 0.000 275.5
20.070 10.035 0.000 0.000 0.000 246.0
20.080 10.040 0.000 0.000 0.000 284.5

(...)

W sekcji Dane pomiarowe dane zapisywane sg w kolumnach, gdzie pierwsza kolumna jest kagtem 20,
druga — kat @; 3, 4 i 5 kolumna stuzg do zapisu danych w innych geometriach, w ostatniej kolumnie zapi-
sywana jest intensywnos¢ promieniowania.

W celu identyfikacji badanej substancji nalezy wczyta¢ dane pomiarowe do programu Sleve+ korzystajgc

z opcji Import 1D:

% PDF-4+ 2015

File Edit Tools Window Help
a o [

<« DY &

DpenPDF Cards  Preferences  Search History Results Sleve+

@ Sleve+ - (Untitled)

File Edit Myiches Phases Help

Experiment
D1 Range: Rotation:

Preferences

Lowest Alowable GOM: 0

weses fr B B

@[ =[] pors [ om | Compound Name [[1Ratio [ 1% [ 1 [estwen

@ search [ & stever- wrmen) |

Import danych z programu Ximage wymaga wykorzystania definicji format importu danych, zapisanej
w programie pod nazwg Dane HZG:
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< Diffraction Pattern - pH3 otoczka.rs2

Import Definitiois: |Dane HZG v‘ltlp I save as... ] [ Rename... ] ’ 3€ Delete ]
Pattern Settings T TEARIMEEC] 2
@ 28 (%) 3 TI pHI otoczka —:
: WL Cu 0.15406 0.15444
Wavelength: |Cu Kal 1.54056 & v| | | + ™1 =
£ o zs§
File Settings §  tLacs
. ToW oz
PEELTE El 3 HV 1400
) —_— 1 Tz
() Whitespace () Delimiter: l:l s oo
(%) Custom i :; ::a
Iterations Per Line: l:l 13 &T 0.2z
(3) 26 (%) Format: |N Intensity Format: mnnnn | |15 2H 2efTh axdm
.
() 28 (%) Series 17 [EROSSEC] hd
1.0
0@
08
o7
08
(i)
0.4
03
D2
0.1
oo
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 075 0.80 0.85 020 0.95 1.00 1.0¢
Peaks (hold shift to switch)
Add Remae Refresh Graph , Process Data: Edit Settings

Opcja importu pomija sekcje parametréw akwizycji danych oraz ustawia odczyt kata 20 z pierwszej ko-
lumny, a intensywnos$¢ z széstej kolumny.

Teraz nalezy nacisng¢ Refresh Graph. Pojawia sie surowy wykres, ktory nalezy przygotowaé do
dalszej analizy:

< Diffraction Pattern - pH3 otoczka.rs2

Import Definitions: |Dane HZG

v”  save As... H Rename... H € Delete ]

Pattern Settings

L [DARAMEEC] rs
®20) £ I pEY osooska ~
kS WL Cu 0.15406 0.15444
Wavelength: |Cu Kal 1.54056 & v|| | + ™1 =
File Settings : ?L 3
o 7 W I
PEELTE El 3 HV 1400
) o 1wz
() Whitespace () Delimiter: l:l s oo
1 o=eoan
G}Cusmm 1z B2 333
Iterations Per Line: l:l l: 5T 0.22
14 mo
28 (%) Format: [N Intensity Format: \nnnnni 18 AH 2wliTh awlm
® N y o
() 28 (%) Series 17 [EROSSEC] ~
500 *
800 1
700 3
= \
B 600 FH lﬂ
) |
E 500 lY \ A
400 | M" ﬁ
00 W " JJ [\
200 J 1
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3F 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 &0

26 ()

Refresh Graph /1 Process Data: | Select <Mone> + Edit Settings

Peaks (hold shift to switch)
(&) Add () Remave
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W dalszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ obrdbke danych, poprzez wybranie opcji Import z okna
Process Data, a nastepnie uzyé opcji Edit Settings:

Matches
< Diffraction Pattern - pH3 otoczka.rs2 @
Import Definitions: |Dane HzZG vl ’ I save &s... ] [ Rename... ] ’ 3¢ Delete ]
Pattern Settings T TEARAMEEC] =3
@ 20 () 3 TI pHI otocska —:
? WLz 0.15406 0.15444
Wavelength: |Cu Kal 1.54056 & vl | | s M1 —
File Settings : 1:.“1. 5
o TN oz.S
BELTE EI & HV 1400
] S 1 Tz
() Whitespace () Delimiter: I:I T o
(3 Custom 1 o=F e
1: == 332
Iterations Per Line: |1 1l: 5T 0.22
(%) 28 () Format: Intensity Format: 15 M axETh axlm
15 =m0
() 26 (°) Series 17  [PROSSEC] A
900 *
7] 800 1 i
| 700 “'k

L
;
===
£
¢
£

¢
i‘;-
2

200

Peaks (hold shift to switch)
(%) Add () Remave

/¥, Process Data: |Select <Mone> Edit Settings

Refresh Graph ‘
Select <Mone>

Ilc | Estwt% 05 ICDD Defaults

04 Mew...
Save As...
03 Delete. ..

Opisanie nizej operacje majg na celu usuniecie tta pomiarowego oraz automatyczne wykrycie pikéw,
ktore potem pozwolg na identyfikacje substancji oraz oznaczenie jej ilosci.

W pierwszej kolejnosci usuwamy/wyréownujemy poziom tta (Background). Site dziatania opcji mozna
zmieni¢ ustawiajgc wartosci opcji Grid Size oraz Repeats. Po dokonaniu najlepszych ustawien klikamy
przycisk Remove Background.

‘= Remove Background (Sonneveld-Visser Algorithm) EI

Remove Backaround

: : Aub:umaﬁu:-il
Grld Slz‘e: B e T Y 3
smooth Manual |
Strip ka2 Repeats:

|Find Peaks {Automatic)

|[ Remove Background ]H Skip = ] [ Help ]
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Kolejnym krokiem przygotowania dyfraktogramu jest jego wygtadzanie (Smooth). Rowniez w tym przy-
padku mozna dopasowacd site dziatania opcji poprzez ustawienie odpowiednich wartosci.

t« Smooth (Savitzky-Golay Algorithm)

Remove Background

Strip Ka2 Polynomial Qrder: Window Size:

|Find Peaks {Automatic)

< Undo |E Smooth i” Skip = ] [ Help ]

Kolejny krok — usuwanie pikéw pochodzgcych od promieniowania Ka, mozemy pomingc (Skip):

t« Strip Ka2 (Modified Rachinger Algorithm) E|

<Undo || Strip Ka2 { | skip > Help
_Skp> |

Ostatnim krokiem jest wyszukiwanie pikow (Find Peaks). Jesli badana substancja zawiera duzg ilos¢ faz,
to nalezy tak zmienic¢ wartosci opcji, aby uzyskac duzg ilos¢ pikow (prostokat pod wykresem, pionowe li-
nie oznaczajg wykryte piki). W przypadku pojedynczych substancji nalezy ograniczy¢ sie do wykrycia kil-
ku najwyzszych pikdéw. Po zakonczeniu klikamy przycisk Accept Peaks.

‘= Find Peaks (2nd Derivative Algorithm)

Remave Background Y| Intensity Limit (%): | 5.2/%|  Window Size:

Smooth J

. . .. . . o, e
Strip Ka2 Derivative Limit (36 Min Peak 28 (=)
Find Peaks (Automatic) Ise Moise Limit (26)

[ < Undo ]" Accept Peaks “ [ Skip> [ Help ]

Jesli w poczatkowej fazie (w oknie programu PDF4+) wybrane byty filtry substancji (np. nazwy) to pojawi
sie teraz okno akceptacji tych filtréw (Apply Filter). Mozna je poming¢ prowadzgc poszukiwania w catej
bazie (No Filter).
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¥ Matches Filter @

() Past Search Filters

‘ Name

{Common Name Contains Words ‘carbide’}

Description Hits

Or
(O Common Filters

[ Apply Filter I [ No Filter ] [ No Filter But Exclude Deleted I

Program Sleve+ wyswietli teraz liste substancji wg najlepszego dopasowania (wartosci GOM = Goodness
of Match). Najczesciej dopasowanie to nie spetnia oczekiwan, dlatego nalezy wczesniej przygotowac li-
ste substancji, ktére mogg wystapi¢ w badanym materiale. Substancji tych nalezy szuka¢ po wykonaniu

sortowania tabeli alfabetycznie wg nazw.

R Sleve+ - Op.xml
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¥ Change Fiter.
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SearchUne(s): {2.33589 v A DiRenge: [2.325-2.3%6 A Rotaton: ANl §
Preferences 1100
Search Method: Hanawalt Wavelength:  [CuXo(Ave) 1541544 1 |
Sesrch Windon: 018 . Match Window: (0,18 . : | f
[ 2nd Pass Fiter (dow) Weght d-Specngs 700 |
Lowest Alowable GoM: |0 =z 60
2 o |
Phases (. 2
£ w0
@ =[] roes Compound Name trato | 1% | 1ac [estwnss |
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00
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v v‘1 *—ﬁw‘w““\rvw Y i -
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28()

@ surch 4 Stwven -

Po dopasowaniu substancji (kazda substancja ma zwykle kilka kart ICDD) nalezy klikng¢ ikone z pa-
ska narzedzi. Jest to akceptacja wybranej substancji. Podobnie postepujgc zaznaczamy i akceptujemy
wszystkie pozostate substancje, wybierajac te, ktérych dopasowanie jest najlepsze do wykresu oraz te,
dla ktdérych wartosc¢ 1/1. jest najwyzsza. Program Sleve+ moze zadaé réwniez pytanie, ktorych danych
uzy¢ do analizy, jesli baza zawiera dane o lepszej wartosci I/I..
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T v 1=

= [Np Pd3 1226850 |14 085000 |2 077220 10933493 10.90
[ =] INp Pa3 1500 _|1226850 |1436510 |4 080000 [2877220 0933493 [0.90
=] [Np Rn3 1121630 0925963 |0.90
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[ Use Crossreference I (7.49) | | UseCurentific(7.43) |
PP e Oiffraction Fatterrs | Lines {2 of 510)7
1000 |
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809 | b

Wprowadzenie wartosci I/, jest bardzo wazne, jesli chcemy znalezé % udziaty faz w badanym materiale.

Jesli wszystkie fazy zostaty znalezione i zaakceptowane, klikamy ikone z paska zadan. Konczy to ana-
lize.

® Slever - Op.xmi
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Teraz mozna skopiowac dane np. do edytora tekstu i/lub zapisa¢ sesje:

& Sleve+ - Op.xml

3l Edit Matches Phases Lines Help

{2) Enter New DI List... J N @ x‘g‘ %

% Import New D-I List...

9, Import Diffraction Pattern... Compound Name l Status l

(] Open Saved Session... Ctrl+0
{& Open Example Session...
{) Example Session Answers...

Qy Print Preview...

Close
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